Abstracts

B45 SM Do. 9.3.

14:40 - 15:00

SFG Raum 2010

Rabenstein, L., Buske, S., Shapiro, S. (FU Berlin)

Seismische Abbildung in stark heterogenen Medien - Numerische Modellrechnungen und

Reflection-Image-Spectroscopy

Dieser Beitrag behandelt die seismische
Abbildung von Strukturen in stark hetero-
genen Medien.Wir stellen ein Verfahren vor
(’Reflection Image Spectroscopy’), das mit
Hilfe der Migration frequenzbandgefilter-
ter Daten die Sichtbarkeit der Strukturen
erhoht und gleichzeitig Aussagen iiber die
statistischen Eigenschaften der heterogenen
Bereiche ermdglichen soll.

Die Ausbreitung seismischer Wellen in he-
terogenen Medien ist durch starke Streuung
gekennzeichnet. Geologische Strukturen un-
terhalb von Heterogenititen konnen daher
meist nur schwer abgebildet werden. Auch
nach einer Tiefenmigration ldsst eine Sekti-
on oft keine Aussage iiber solche Strukturen
zu. Sie erscheinen diffus oder sind {iberhaupt
nicht zu erkennen. Da Streuung ein frequenz-
abhingiger Prozess ist, kann eine frequenzse-
lektive Bearbeitung von Seismogrammsektio-
nen Erkenntnisse iiber heterogene Zonen so-
wie iiber darunterliegende Bereiche liefern.
Die Erstellung einer Serie tiefenmigrierter
Sektionen fiir gleitende Frequenzbinder nen-
nen wir RIS (CReflection Image Spectrosco-
py’).

Numerische 2D-FD-Modellierungen der
Wellenausbreitung in verschiedenen hetero-
genen Medien geben Aufschluss tiber die
Wechselwirkung zwischen Medium und Wel-
lenfeld. Das Modell besteht aus einer hete-
rogenen Schicht und einem darunterliegen-
den ebenen horizontalen Reflektor. Auf die
synthetisch generierten Seismogramme wurde
die RIS Methode angewandt.Anhand der RIS
Sektionen versuchen wir, eine Abschitzung

208

des Riickstreukoeffizienten g fiir verschiede-
ne Frequenzen und Medien zu geben. Ferner
analysieren wir die Qualitdt der Abbildung des
darunterliegenden Reflektors.

Die Parameter, die das heterogene Me-
dium beschreiben, sind die Fluktuation der
Geschwindigkeit &, die Auto-Korrelations-
Funktion (CACF’) und die horizontale bzw.
vertikale Korrelationsldnge a, und a.. Fiir Me-
dien mit a, = a, ist das Abbild des tiefen Re-
flektors am schlechtesten und zeigt eine Ab-
hingigkeit von &; je groBer & desto schlechter
das Abbild. Fiir Medien mit a,, > a, nimmt die
Qualitit des Reflektorabbildes zu und hat zu-
nehmend weniger Abhéngigkeit von &. Im Fall
einer gausschen ACF wird das Wellenfeld we-
niger beeinflusst als im Fall einer exponenti-
ellen ACF, d.h. die Abbildung des Reflektors
gelingt fiir gaussche Medien besser.

Unsere Abschidtzung des Riickstreukoeffi-
zienten zeigt sehr unterschiedliche Ergebnis-
se fiir gaussche und exponentielle ACF. Gaus-
sche Medien zeigen eine stirkere Frequenz-
abhingigkeit des Riickstreukoeffizienten g als
exponentielle Medien.Erstere besitzen ein lo-
kales Maximum, deren Lage nicht signifikant
von a, abhédngt. Die Intensitit des Maximums
hingegen besitzt eine starke Abhéngigkeit von
ay. Fir a, = a, filltdas Maximum klein aus
und die Energie verteilt sich auf das gesam-
te Spektrum. Fiir a, > a, konzentriert sich der
Grofteil der Energie um das Maximum. Zwei-
tere zeigen kein eindeutiges Maximum, aber
einen leichten Anstieg von g flir hohe Fre-
quenzen. Dabei ist g fiir alle Frequenzen umso
grofer, je groBer das Verhdltnis a, /a; ist.

Ein Vergleich unserer Abschitzung mit
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theoretischen Berechnungen, basierend auf
Bornscher Streuung, bestitigt das unterschied-
liche Verhalten von gausschen und exponenti-
ellen Medien.

Webseite: http://userpage.fu-berlin.de/ seis/

209



